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Technické podmínky jsou vyhotoveny jak v českém, tak anglickém jazyce. V případě rozporů mezi českou 
a anglickou jazykovou verzí, nebo v případě sporu o výklad použitých pojmů, má přednost česká jazyková verze.

Spektroskopický elipsometr s mapovacími schopnostmi

Popis zařízení a jeho využití
Požadované zařízení je určeno k přesnému a rychlému pořizování elipsometrických spekter s možností mapovat vlastnosti vzorků v různých místech povrchu. Pokrývá spektrální rozsah od blízké infračervené do blízké ultrafialové oblasti. Umožní studium různých typů excitací v objemových materiálech nebo ve vrstevnatých strukturách, složených z vodivých, izolujících i polovodivých materiálů. Mnohakanálová detekce světelného svazku po interakci se vzorkem dovoluje sledovat časovou závislost spektrální odezvy. Použitý systém odliší čisté kvantové polarizační stavy detekovaných fotonů od smíšených, tedy depolarizační vlastnosti zkoumaných systémů. Má přímou vazbu na řadu projektových aktivit, zejména na výzkum funkčních magnetických 
a topologických materiálů v rámci WP4. 
Předmětem dodávky je kompletní, nové, nepoužité a zcela funkční zařízení. 
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	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce
	

	Typ/Model
	



	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem*

	Mnohakanálový spektroelipsometrický systém 
s proměnným úhlem dopadu 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) 

	Spektrální rozsah alespoň 0.75-6.3 eV (1650-197 nm)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Měření jsou provedena v min 1000 bodech spektra.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Reprodukovatelnost  elipsometrických úhlů méně než 0.03 deg pro Psi, 0.1 deg pro Delta, v alespoň 90% vlnových délek při době měření kratší než 10 sekund.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Možnost určení stupně polarizace detekovaného světla (depolarizačních účinků vzorku)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Možnost určení 16 prvků Muellerovy matice
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Přesnost měření normované Muellerovy matice 
(15 komponent) při měření na přímý průchod svazku vzduchem s průměrováním do 10 sekund musí být v alespoň 90 % vlnových délek lepší než 1±0.003 
pro diagonální komponenty a 0±0.003 pro komponenty mimo diagonálu.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) 

	Min rozsah úhlu dopadu alespoň 50-90 deg
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Min přesnost nastavení úhlu dopadu méně než 0.03 deg 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Možnost fokusace svazku, velikost stopy méně než 1x2 mm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Min rozsah posunu vzorku X-Y alespoň 300x300 mm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Počítačem řízený posun Z
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Automatická korekce náklonu vzorku při posunu
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Sledování značek na povrchu vzorku kamerou
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Rozsah pracovních teplot min. 15-30 °C
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Elektrický příkon max. 1.5 kW
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)


*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

The Technical conditions
The technical conditions are in both Czech and English. In the event of a discrepancy between the Czech and English language versions, or in the event of a dispute as to the interpretation of the terms used, the Czech language version shall prevail.


Spectroscopic ellipsometer with mapping capabilities
Equipment description and its use
The system serves to a precise and fast acquisition of ellipsometric spectra with the option of mapping the samples across its surface. It covers the spectral range from near infrared to ultraviolet part of the light spectrum. It allows studying different types of excitations in bulk materials and stratified structures, composed of conducting, insulating and semiconducting materials. Multichannel detection of the light beam interacting with the sample allows investigation of the time dependence of the spectral response, with the fast data acquisition being of primary importance. The system will discriminate between pure polarization states of the detected photons and statistical mixtures, i.e., reveal depolarization effects of the studied systems. 
The delivery includes complete, new, unused and fully functional equipment.
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	Parameter offered by supplier

	Producer
	

	Type/Model
	



	Minimal required technical parameters
	Technical parameters offered by the supplier*

	Multichannel spectroellipsometric system with variable angle of incidence 
	(Supplier shall indicate YES/ NO and technical solution)

	Spectral range at least from 0.75 to 6.3 eV (1650-197 nm)
	(Supplier shall indicate YES/ NO and actual value)

	Measurements are acquired in more than 1000 spectral points 
	(Supplier shall indicate YES/ NO and actual value)

	Reproducibility of ellipsometric angles below 0.03 deg in Psi, 0.1 deg in Delta, obtained in at least 90% of wavelenghts in measurements shorter than 10 seconds.
	(Supplier shall indicate YES/ NO and actual value)

	The capability of determination of the degree of polarization (depolarization caused by measured samples)
	(Supplier shall indicate YES/ NO)

	The capability of determination 16 elements of Mueller matrix
	(Supplier shall indicate YES/ NO and actual value)

	Accuracy of normalized Mueller matrix 
(15 components) in measurements with the beam in the straight-through-air configuration with averaging till 10 seconds must be in more than 90% of wavelength better than 1±0.003 for the diagonal components and 0±0.003 for the off-diagonal components. 
	(Supplier shall indicate YES/ NO and actual value) 

	Angles of incidence (AOI) at least from 50 to 90 deg
	(Supplier shall indicate YES/ NO and actual value)

	Precision of AOI below 0.03 deg 
	(Supplier shall indicate YES/ NO and actual value)

	Options of focusing light beam, the spot on sample below 1x2 mm
	(Supplier shall indicate YES/ NO and actual value)

	Computerized X-Y stage, at least 300x300 mm
	(Supplier shall indicate YES/ NO and actual value)

	Computerized Z stage
	(Supplier shall indicate YES/ NO)

	Automatic correction of sample tilt
	(Supplier shall indicate YES/ NO)

	Camera based detection of marks on sample surface
	(Supplier shall indicate YES/ NO)

	Working temperatures from 15 to 30 C
	(Supplier shall indicate YES/ NO and actual value)

	Maximum electrical power of 1.5 kW
	(Supplier shall indicate YES/ NO and actual value)


*The supplier shall indicate YES/NO and complete the required information. If the Supplier adds NO to the Minimum Required Technical Parameters, this shall be grounds for disqualification of the Bidder from further participation 
in the procurement process. The Supplier shall be required to attach its own technical specification or its own description of the equipment to this Technical Specification.
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